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Introduction - Rappel sur le systeme

Le projet « Clavier numérique multifonction SYMPHONIE » consiste en la conception d’un instrument de
musique électronique, capable de fonctionner en trois modes distincts : manuel, semi-automatique et
automatique. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la SAE (Situation d’Apprentissage et d’Evaluation) du BUT GEll
(Génie Electrique et Informatique Industrielle) a I'lUT de Neuville Université.

Le présent document décrit les procédures a suivre pour garantir la conformité et la fiabilité du projet.
Les procédures détaillent les étapes a suivre ainsi que les outils et méthodes utilisés. Elles permettent d’assurer
une mise en ceuvre cohérente et de minimiser les risques d’erreur. Je vais d’abord présenter les procédures
générales pour toutes les cartes électroniques, les spécificités de chaque carte électronique, puis des
programmes de I'application et du microcontroleur.

Voici les différents sous-systémes dont je vais présenter les procédures de tests :

- Carte Alimentation

- Carte Amplificateur

- Carte Microcontréleur
- Programme Android

- Programme Microcontroleur

24 février 2024 Version : 1.0 3



BUT 3 FA ESE —SAE S5 Procédure de tests I U T

Table des matieres

INtrodUCEION - RAPPE] SU 18 SYSTEIME c..uuviiiiiiiiecctieecitee ettt et st e e et ee e s aaeee s sateee e sbaeeesssaessssseessntaeessseeeassneassrsseesnnsenenn 3
Cart@S EIECEIONIGUES ....veeiiiiiieiiieeeeteeeectee e e ettt e e eeteeeeitteeeesteeeeasaaeeeasseesasseeeesbeseeessssaeaaseaesanseseensesesasnsaesastesesanbeeeasteeeeassseasnteaenn 5
TESTS SEIUCTUIEIS ..ttt ettt et e st e et e et e sabe et be e st e s aseansseeaseesas e e sseesaeeeseeenseesaeeesseeenbeensseesnnesbennns 5
(071 L 1 o 1= o 2= o o TP PURRURSRRO 6
B IS £ e T Vot oY oY o T=1 L3PPSR Erreur ! Signet non défini.
(07T a (=W 0 o] 11 or=) £ <TU 1 SO TT OO T R ROPUPRR TSR 7
BT E e ot e o1 o 1= PO PRUPPSPS 7
(010 LRV [Told o Tole o 1 { o] [=TU | SO OO USSP PP PP UPPRPPON 8
B IS £ e T Vot o) 0T 0 T=Y L3PPSR Erreur ! Signet non défini.
o T={ = 1000 TSI AV Ve [ o] o RS TUP RO SPRURN 8
BT E e ot Te] o1 o 1= PRSP PSRUPPSPR 8
Programme IMICIOCONTIGIEUL ........oeiiciiiieeitie e ettt e eeee e et e e ettt e e stte e e et eeeebaaeeeseeeaasaeesssaeeeaseseeassaeeeasstassassaeeenbasesanssenenseessnsens 9
B =TS E e Vot e o1 o 1T L3OO PP 10
(670 4 Tol 1o o P O T TP OO PRUPPUPR 10

Table des Figures :

Figure 1 EXemple de MESSAZE ENVOVYE......cciiiuiiiiiiiieceee e etee e ettt e est e e e st e e e seeeesbtaeeesseesesssaeasssteeesseaesensseessnssnnesnsns 8
T AU R A WoT={ @ Vg T [ o o IE-Y ¥ T | o TN PP 9
Figure 3 SChéma carte AlIMENTAtiON ....cciveii e e e et e e s ee e s ae e s esbteeesaraessnneesensteeeas 11
Figure 4 Vision 3D de 1a carte alimentation .......o.uueiiiie sttt ee s e st e s aree s saaae s snaae e s 11
Figure 5 Schéma carte microCoNtrOleUr PArtiE 1 ......ccueeiiciieie e eccee ettt ree et e e e ete e e e ebte e e e satae e earaeeenreeaas 12
Figure 6 Schéma carte microCoNtrOIEUI PArti€ 2 .....cccueeiiciieiieriee et rtee e e esre e s e sbae e e s serae s snreeesneeeeas 13
Figure 7 Vision Top Copper de |a carte MiCroCONTIOIEUI ......cccciiiieiiiiececeeee et eectree et ee e eite e e ebre e e e satae e earaeeenreeaas 14

24 février 2024 Version : 1.0 4



UT

BUT 3 FA ESE —SAE S5 Procédure de tests

Cartes électroniques

Tests Structurels
Pour chacune des cartes électronique plusieurs vérifications sont a faire :

- Inspection visuelle : Vérifier que tous les composants sont bien soudés, vérifier que les composants
sont bien orientés (diodes, condensateurs polarisés, circuits intégrés), s'assurer qu'il n'y a pas de
composants manquants.

Tests de continuité : Au multimetre, tester les pistes pour détecter les coupures, vérifier la
continuité entre les différentes masses, vérifier qu’il n’y a pas de court-circuit entre les masses et les
alimentations. Voir schéma en annexes.

Vérification des composants passifs : Vérifier les valeurs des résistances et condensateurs / sens
des diodes et des transistors.

- Tests dynamiques : Tester les cartes et vérifiez qu’il n’y a pas de chauffe anormale (carte
alimentation).

Les causes de dysfonctionnement peuvent étre les suivantes :

- Mauvaises soudures

- Mauvaises valeurs de composant / inversion de sens des diodes et transistors
- Piste coupée / carte abimée

Apreés avoir effectué tous les tests structurels de chaque carte nous pouvons passer aux tests
fonctionnels.
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Carte Alimentation

La carte d’alimentation assure la gestion de I'alimentation du systéme en fonction de I'état de charge :
e Lorsque la batterie est en charge, la carte gére son rechargement tout en alimentant le reste du circuit.
e Lorsque la batterie n’est pas en charge, elle fournit directement I'énergie au systeme.
Elle doit délivrer une sortie de 3,3V pour le microcontréleur ainsi que deux sorties de 5V, tout en intégrant un
fusible de protection de 3A et un bouton permettant de basculer entre les sources d’alimentation.

Tests fonctionnels
Les étapes de test ont été les suivantes :

4, Veérification du fonctionnement du bouton : Tester la transition entre alimentation secteur et
batterie et s’assurer que le changement se fait sans coupure d’alimentation.

5. Test des tensions de sortie :

1. Mesurer les tensions 3,3V et 5V sans charge a I'aide d’un multimeétre.

2. Effectuer la méme mesure avec une charge pour vérifier la stabilité des régulateurs.
6. Test de la consommation électrique :

1. Mesurer le courant consommé sous charge et s’assurer qu’il ne dépasse pas les
spécifications prévues.

7. Vérification du fusible 3A :

1. Délibérément surcharger la sortie pour tester si le fusible coupe correctement le circuit
en cas de surintensité.

En cas de probleme, les points suivants doivent étre contrélés :
e Absence de tension en sortie :
1. Vérifier a I'aide d’un multimetre que les régulateurs de tension (3,3V et 5V)
fonctionnent correctement.
2. Tester la continuité des soudures et s’assurer que tous les composants sont bien
connectés.
e Probléme de basculement entre chargeur et batterie :
1. Controler le fonctionnement du transistor de commutation, qui gére I'aiguillage entre
les sources d’alimentation.
2. Sassurer que le bouton de basculement est bien opérationnel et ne présente pas de
faux contacts.
e Consommation excessive ou échauffement anormal :
1. Vérifier que les transistors de régulation ne sont pas en court-circuit.
2. Controler la dissipation thermique des régulateurs de tension et ajouter un ventilateur si
nécessaire.
3. Tester le fusible 3A et s’assurer qu’il joue bien son role de protection en cas de
surcharge.
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Carte Amplificateur Audio

Cette carte a pour but de d’amplifier le signal sonore de la carte microcontroleur.

Tests Fonctionnels

La méthode de test a été la suivante :

Le test consiste d’alimenter la carte entre du 4-12V et de brancher les haut-parleurs. Ensuite d’injecter en entrée
un signal sinusoidal de [-400mV ; +400mV] avec une fréquence variante entre 500 Hz et 20 kHz, puis a vérifier
que le signal en sortie est bien amplifié et restitué correctement sur le haut-parleur.

Les causes de dysfonctionnement peuvent étre les suivantes :
- Absence de son en sortie :
1. Vérifier la sortie du haut-parleur a I'aide d’un oscilloscope pour s’assurer qu’un signal est bien
présent.
- Court-circuit ou connexion involontaire :
2. Examiner si un fil n’est pas en contact avec le plan de masse ou un autre fil voisin. Si un court-
circuit est détecté, utiliser un cutter pour isoler correctement les pistes.

- Soudure incorrecte :
3. Vérifier que les soudures des composants sont bien réalisées, en prenant une forme de
goutte d’eau et en assurant un contact optimal avec le PCB. Une soudure séche ou mal
appliguée peut entrainer une mauvaise conduction.

- Probléme de connexion du bornier :
4. S'assurer que le bornier 2 pins est correctement soudé et que les connexions sous le PCB
sont bien établies. Tester la continuité avec un multimeétre.

24 février 2024 Version : 1.0 7
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Carte Microcontroéleur

Cette carte, est simplement une extension du microcontréleur. Par conséquent elle ne contient aucune
fonctionnalité, elles sont toutes liées au code du microcontroleur. Malgré cela il faut quand méme vérifier le
sens des diodes qui, si, sont dans le mauvais sens, la détection de touche ne fonctionnera pas du tout.

Programme Android

Tests Fonctionnels
La méthode de test a été la suivante :

- Vérifier la connexion et la bonne réception des messages du téléphone
1. Alimenter le microcontroleur et ouvrez I'application.
2. Sile bouton Reconnexion et rouge cliquez dessus.

3. Laled en haut a droite devrai s’allumer.

- Vérifier le bon envoi d’ordres Midi et de couleurs
1. Connectez I'application au microcontréleur

2. Ouvrez le LogCat sur Android Studio ou la liaison série sur Arduino IDE ou
Platform lo

3. Ouvrez la page ColorPicker ou Clavier sur I'application
4. Choisissez une couleur ou appuyée sur une touche

5. Le contenu du message devrai s’afficher sur le terminal que vous avez choisi

2025-03-06 08:47:34.017 21175-21175 com.example.orchestrion

2025-03-06 08:47:34.948 21175-21175 > ample.orchestrion
Figure 1 Exemple de message envoyé
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OA Orchestrion App % main
Android ~

v C3app

manifests

kotlin+java

[ com.example.orchestrion

[ colorpicker

ColorPickerScreen kt
ColorViewModel assLint(
PhotoPickericon .kt
PhotoPickerScreen kt if (channel <

> M Qeroanc Loa.e(

Logcat Logcat Logcat (2) T

[J OnePlus CPH2449 (9b18fced) v 7/~ package:com.example.orchestrion

Figure 2 LogCat Android studio

Les causes de dysfonctionnement peuvent étre les suivantes :

- Refus des autorisations

Comment corriger ce dysfonctionnement : Allez dans : Parameétres>Applications>Gestions d’appli>
Symphonie>Autorisations ->Appareils a proximité > Autoriser.
->Lieu > Autoriser

Programme Microcontroleur

Le microcontroleur, est I’élément central de notre systeme. Il doit lire les appuie boutons, effectuer la
connexion au téléphone et recevoir des ordres de celui-ci, générer un signal selon les boutons appuyés, et gérer
les bandes de leds selon les ordres recus.
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Tests Fonctionnels
La méthode de test a été la suivante :

- Vérifier le fonctionnement de la lecture de touches :

1. Vérifier les continuités entre les pins du microcontréleur et les connecteurs

(sens des diodes, vias, etc...)

2. Utiliser un oscilloscope sur les pins des lignes. Vous devriez voir un signal carre
de rapport cyclique 1/5°™¢

- Tester I'envoi d’ordres aux neopixels
1. Ouvrez I'application puis la page ColorPicker
2. Choisissez une animation autre que « Suiveur »

3. Labande de Led devrai effectuer 'animation choisi.

- Tester la sortie sonore

1. Appuyer sur une touche physique ou numérique (App)
2. Utilisez un oscilloscope

3. Unsignal de la forme choisi sur la page config de I'application devrai étre

afficher

Les causes de dysfonctionnement peuvent étre les suivantes :

- Mauvais branchement des Leds neopixels.

Comment corriger ce dysfonctionnement : Vérifier le 5v et la cable de data. Les deux masses
doivent étre connectées, une au MCU et I'autre au 5v. Si vous ne mettez pas les deux, soit il n’y
a pas d’alimentation soit il y a un scintillement incontrolable.

Conclusion

Aprés application du protocole, chaque fonction et sous fonctions ont été testées. Voir le document rapport de
tests pour avoir les résultats.
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Annexes
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